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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

IV.

VI.

VII.

Die Einsprechende hat gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 1475607 in gedndertem

Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf
Artikel 100(a) EPU in Verbindung mit den Artikeln 52(1),
54 (1) und 56 EPU, Artikel 100(b) EPU in Verbindung mit
Artikel 83 EPU, sowie Artikel 100(c) EPU in Verbindung mit
123(2) EPU angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass unter
Berticksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gemal
Hauptantrag das europdische Patent und die Erfindung, die es

zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniigten.

In einer Mitteilung gemaBl Artikel 15(1) VOBK, die als Anlage
einer Ladung zur mindlichen Verhandlung beigefiigt war,
teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige und
unverbindliche Meinung zu bestimmten, wesentlichen Aspekten

mit.

Die miindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am

18. Oktober 2018 statt.

Die Einsprechende (Beschwerdefihrerin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf

des Streitpatents.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang mit den

Anspriichen gem&B Hauptantrag oder den Hilfsantrdgen 1 bis
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16, eingereicht mit Schreiben vom 17. April 2015, jeweils in

der Reinschrift.

Der Wortlaut des Verfahrensanspruchs 1 gemall Hauptantrag
lautet (die aus der angefochtenen Entscheidung bekannte
Nummerierung 1A bis 1K der Merkmale des Anspruchs 1 des
damaligen Hauptantrags wird tbernommen und dem eigentlichen
Wortlaut der Jjeweiligen Merkmale des Anspruchs 1

vorangestellt) :

"(1A) Verfahren zur Bestimmung der raumlichen Lage und
Position eines an einem im Zielort gelegenen MeB- oder
Aufhaltepunkt P positionierten, mit einem Reflektor (3)
versehenen Reflektorstabes (1)

(1B) mit Hilfe eines von einer Lichtquelle einer
Basisstation (6) zu dem Reflektor (3) ausgesendeten Licht-
oder Zielstrahls ZS,

- (1C) wobei der Reflektor (3) und ein mit diesem in einer
festen Beziehung stehender, erster Positionssensor (5) ein
erstes Koordinatensystem definiert,

- (1D) wobei die Richtung des Lichtstrahls zum Reflektor (3)
in einem zweiten Koordinatensystem mit Hilfe des Horizontal-
und Vertikalwinkels (Hz; V) der Zielachse (7) der den
Lichtstrahl aussendenden Basisstation (6) und die Distanz D
von der Basisstation (6) zum Reflektor (3) von der
Basisstation (6) aus gemessen wird;

- (1E) und wobei mit einem zweiten Positionssensor (9), der
in Zielrichtung der Zielachse (7) der Basisstation (6)
angeordnet 1ist und dessen radumliche Lage und Position zum
zweiten Koordinatensystem bekannt ist, die Lage und
Orientierung des Reflektorstabes (1) erfablt wird,
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

- (1F) Erzeugung von MebBdaten im ersten Koordinatensystem
zur Bestimmung der raumlichen Orientierung des Reflektors

(3) und damit des Reflektorstabes (1) zum  von der
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Basisstation (0) ausgesendeten Lichtstrahl mittels des
ersten Positionssensors (5),

- (1G) Abbildung des Reflektorstabes (1) zusammen mit dem
Reflektor (3) durch eine Abbildungsoptik der Basisstation
(6) auf den in der Basisstation (6) angeordneten, zweiten
Positionssensor (9),

- (1H) Bestimmung der Lage und der Position des Reflektors
(3) im zweiten Koordinatensystem aus dem gemessenen
Horizontal- und Vertikalwinkel (Hz; V) und der Distanz D wvon
der Basisstation (6) zum Reflektor (3),

- (1I) Bestimmung von Rotationsparametern der raumlichen
Orientierung des ersten Koordinatensystems gegeniiber dem
zweiten Koordinatensystem mittels der mit dem ersten und
zweiten Positionssensor (5; 9) erzeugten MeBdaten,

- (1J) Bestimmung der Lage und der Position des am MeBpunkt
oder Aufhaltepunkt P positionierten Reflektorstabes (1) im
zweiten Koordinatensystem mittels der Lage und der Position
des Reflektors (3) im zweiten Koordinatensystem und der
Rotationsparameter der raumlichen Orientierung des ersten
Koordinatensystems gegenitber dem zweiten Koordinatensystem;
und

- (1K) Bestimmung von Koordinaten eines Endes (4) des
Reflektorstabes (1) im =zweiten Koordinatensystem, abhangig
von der bestimmten Lage und Position des Reflektorstabes
(1), wobei das Ende (4) am Mess- oder Aufhaltepunkt P

aufgelegt ist."

Der Wortlaut des unabhé&ngigen Vorrichtungsanspruchs 3 gemal
Hauptantrag lautet (die aus der angefochtenen Entscheidung
bekannte Nummerierung 3A bis 3J der Merkmale des Anspruchs 3
des damaligen Hauptantrags wird ibernommen und dem
eigentlichen Wortlaut der Jjeweiligen Merkmalen des

vorliegenden Anspruchs 1 vorangestellt):

"(3A) Anordnung zur Bestimmung der raumlichen Lage und

Position eines an einem im Zielort gelegenen MeB- oder
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Aufhaltepunkt P positionierten, mit einem fest angeordneten
Reflektor (3) versehenen Reflektorstabes (1), umfassend
- (3B) eine Basisstation (6)

- (3C) mit einer, einen Licht- oder Zielstrahl ZS in

einer Zielachse (7) zu eilnem Zielort aussendenden
Lichtquelle,

- (3D) mit einem zweiten Positionssensor (9) zZur
Erzeugung von MeRwerten und Koordinaten
charakterisierenden zweiten MeBdaten, welcher in
Zielrichtung der Zielachse (7) der Basisstation (6)

angeordnet ist,

- (3E) mit einer abbildenden Optik zur Abbildung des

Reflektorstabes (1) mit dem Reflektor (3) auf den

zweiten Positionssensor (9),

- (3F) mit Horizontal- (Hz) und Vertikalwinkel (V)

messenden, ersten MeRBmitteln zur Bestimmung der Richtung

des Licht- oder Zielstrahls 75, die ein zweites

Koordinatensystem definieren,

- (3G) und zweite MeBmittel zur Messung der Distanz D

von der Basisstation (6) zum Reflektor (3),
- (3H) ein, ein erstes Koordinatensystem definierender,
erster Positionssensor (5) =zur Erzeugung von die Lage und
Position des Reflektors (3) zum Zielstrahl ZS
charakterisierenden, ersten MeRdaten, welcher in einer
definierten Position und Orientierung fest mit dem Reflektor
(3) verbunden ist,
- (3I) eine Auswerteeinheit (12) zur Ermittlung und
Berechnung der raumlichen Lage und Position des am MeB- oder
Aufhaltepunkt P positionierten Reflektorstabes (1) in
Koordinaten des zweiten Koordinatensystems, wobei die
Auswerteeinheit (12), zur Bestimmung von Rotationsparametern
der raumlichen Orientierung des ersten Koordinatensystems
gegenliber dem zweiten Koordinatensystem, datenmaBRig mit dem
ersten und dem zweiten Positionssensor (5, 9) sowie, zur
Bestimmung der Lage und der Position des Reflektors (3) im

zweiten Koordinatensystem, mit den ersten und den zweiten
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MeBmitteln, zZur Messung des Horizontal- (Hz) und des
Vertikalwinkels (V) und der Distanz (D), verbunden ist;

- (3J) wobei die Auswerteeinheit (12) konfiguriert ist
Koordinaten eines Endes (4) des Reflektorstabes (1) 1im
zweiten Koordinatensystem zu bestimmen, abhadngig von der
bestimmten Lage und Position des Reflektorstabes (1), wobei

das Ende (4) am Mess- oder Aufhaltepunkt P aufgelegt ist."

Der Wortlaut des unabhé&ngigen Vorrichtungsanspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 3 lautet (die aus der angefochtenen Entscheidung
bekannte Nummerierung 3A bis 3I der Merkmale des Anspruchs 3
des Hauptantrags wird {bernommen und dem eigentlichen
Wortlaut der jeweiligen Merkmale des vorliegenden Anspruchs
1 vorangestellt; zusatzliche Merkmale wurden mit der

Bezeichnung 3J, 3K und 3L nummeriert) :

"(3A) Anordnung zur Bestimmung der raumlichen Lage und
Position eines an einem im Zielort gelegenen MeB- oder
Aufhaltepunkt P positionierten, mit einem fest angeordneten
Reflektor (3) versehenen Reflektorstabes (1), umfassend

- den Reflektorstab (1) und den Reflektor (3);

- (3B) eine Basisstation (6)

- (3C) mit einer, einen Licht- oder Zielstrahl ZS in

einer Zielachse (7) zu eilnem Zielort aussendenden
Lichtquelle,

- (3D) mit einem zweiten Positionssensor (9) zZur
Erzeugung von MeRwerten und Koordinaten
charakterisierenden zweiten MeBdaten, welcher in
Zielrichtung der Zielachse (7) der Basisstation (6)

angeordnet ist,

- (3E) mit einer abbildenden Optik zur Abbildung des
Reflektorstabes (1) mit dem Reflektor (3) auf den
zweiten Positionssensor (9),

- (3F) mit Horizontal- (Hz) und Vertikalwinkel (V)

messenden, ersten MeRBmitteln zur Bestimmung der Richtung
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des Licht- oder Zielstrahls 75, die ein zweites

Koordinatensystem definieren,

- (3G) und zweite MeBmittel zur Messung der Distanz D

von der Basisstation (6) zum Reflektor (3),
- (3H) ein, ein erstes Koordinatensystem definierender,
erster Positionssensor (5) =zur Erzeugung von die Lage und
Position des Reflektors (3) zum Zielstrahl ZS
charakterisierenden, ersten MeRdaten, welcher in einer
definierten Position und Orientierung fest mit dem Reflektor
(3) verbunden ist,
- (3I) eine Auswerteeinheit (12) zur Ermittlung und
Berechnung der raumlichen Lage und Position des am MeB- oder
Aufhaltepunkt P positionierten Reflektorstabes (1) in
Koordinaten des zweiten Koordinatensystems, wobei die
Auswerteeinheit (12), zur Bestimmung von Rotationsparametern
der raumlichen Orientierung des ersten Koordinatensystems
gegenliber dem zweiten Koordinatensystem, datenmaBig mit dem
ersten und dem zweiten Positionssensor (5, 9) sowie, zur
Bestimmung der Lage und der Position des Reflektors (3) im
zweiten Koordinatensystem, mit den ersten und den zweiten
MeBmitteln, zZur Messung des Horizontal- (Hz) und des

Vertikalwinkels (V) und der Distanz (D), verbunden ist;

wobei die Auswerteeinheit (12) konfiguriert ist:

- (3J) die Rotationsparameter der raumlichen Orientierung
des ersten Koordinatensystems gegenlber dem zwelten
Koordinatensystem zu bestimmen mittels der mit dem ersten

und zweiten Positionssensor (5; 9) erzeugten MeBdaten;

- (3K) die Lage und die Position des am MeRpunkt oder
Aufhaltepunkt P positionierten Reflektorstabes (1) im
zweiten Koordinatensystem zu bestimmen mittels der Lage und
der Position des Reflektors (3) im zweiten
Koordinatensystem, wobei die Lage des Reflektors (3) im

zweliten Koordinatensystem bestimmt wird mittels der
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Rotationsparameter der raumlichen Orientierung des ersten
Koordinatensystems gegenitber dem zweiten Koordinatensystem;

und

- (3L) Koordinaten eines Endes (4) des Reflektorstabes (1)
im zweiten Koordinatensystem zu bestimmen, abha&ngig von der
bestimmten Lage und Position des Reflektorstabes (1), wobei

das Ende (4) am Mess- oder Aufhaltepunkt P aufgelegt ist."

Fir den Wortlaut der Anspriiche der Hilfsantrdge 1, 2 und 4
bis 16 wird auf den Anhang der Beschwerdeerwiderung der
Patentinhaberin, eingereicht mit Schreiben vom

17. April 2015, Bezug genommen.

Entscheidungsgrunde

Hauptantrag
Zulassung in das Beschwerdeverfahren - Regel 80 EPU
Der vorliegende, unabhédngige Vorrichtungsanspruch 3

unterscheidet sich wvon dem von der Einspruchsabteilung in
der angefochtenen Entscheidung als gewdhrbar angesehenen
Vorrichtungsanspruch 3, durch (i) das Streichen der Worter
"ferner dazu" und (ii) das Hinzufigen der Worter "im zweiten

Koordinatensystem" im Merkmal (3J).

Die Einsprechende beantragte, mit Verweis auf Regel 80 EPU,
den Hauptantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen,
weil der Anspruchs 3 im Vergleich zu der wvon der
Einspruchsabteilung als gewadhrbar angesehenen Fassung
Anderungen beinhalte, die nicht durch einen Einspruchsgrund

veranlasst seien.
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Laut Patentinhaberin wird im Merkmal (3J) die
Auswerteeinheit zum ersten Mal im Anspruch 3 konfiguriert.
Durch das Streichen der Worter "ferner dazu" im Satz "wobei
die Auswerteeinheit ferner dazu konfiguriert ist" werde klar
gestellt, dass keine vorherige Konfiguration der
Auswerteeinheit gemd@B Anspruch 3 stattgefunden habe. Da das
gesamte Merkmal (3J) eine Anderung des erteilten Patents
darstellt, sei eine erneute, durch Klarheit veranlasste

Anderung des Merkmals (3J) gewahrbar.

Das Hinzufligen der Worter "im =zweiten Koordinatensystem"
stelle eine Einschrankung des Schutzumfangs des unabhangigen
Anspruchs 3 auf ein bestimmtes Koordinatensystem dar. Daher
sei auch diese Anderung durch einen Einspruchsgrund

veranlasst.

Die Kammer bemerkt, dass die beiden Anderungen das Merkmal
(3J), welches an sich bereits eine nach Regel 80 EPU
gewdhrbare  Anderung des erteilten Patents darstellt,
betreffen. Daher steht die Regel 80 EPU der Zulassung der

beiden Anderungen (i) und (ii) nicht im Wege.

Die Kammer sieht auch keinen Grund, den mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hauptantrag nach Artikel
12(4) VOBK nicht zuzulassen. Die Einsprechende hat sich auf

diese Bestimmung auch nicht berufen.

Zulassung in das Beschwerdeverfahren -

Verschlechterungsverbot

Die Einsprechende beantragte, den Hauptantrag nicht in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen, weil die Patentinhaberin
keine Beschwerde eingelegt habe und darauf beschrankt sei,
das Patent in der der Zwischenentscheidung zugrunde
liegenden Fassung zu verteidigen. Aufgrund der Anderungen

(i) und (ii) des Merkmals (3J) sei der Schutzumfang des
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Anspruchs 3 vergrobert worden. Die Patentinhaberin kdénne
dadurch eine bessere Stellung im Beschwerdeverfahren

erlangen.

Die Einsprechende argumentierte, dass die Auswerteeinheit
gemal des Anspruchs 3 der Zwischenentscheidung durch die
Merkmale (3I) und (3J) in zweil Schritten konfiguriert werde.
Durch das Streichen der Worter "ferner dazu" werde die
Auswerteeinheit gemdl des vorliegenden Anspruchs 3 in einem
einzigen Schritt durch die Merkmale (31) und (3J)
konfiguriert. Dies stelle eine Verallgemeinerung dar, die

den Schutzumfang des Anspruchs 3 vergrdRere.

Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen. In beiden
Fassungen des Vorrichtungsanspruchs 3 wird eine
Auswerteeinheit definiert, die die Merkmale (3I) und (3J)
aufweist. Ob das Merkmal (3J) zu Merkmal (3I) "ferner dazu"
kommt oder ob beide Merkmale gleichzeitig in der Vorrichtung
vorhanden sind, andert den Schutzumfang des

Vorrichtungsanspruchs nicht.

Das Verschlechterungsverbot steht dem Zulassen des

Hauptantrags in das Beschwerdeverfahren daher nicht im Wege.

Nach alledem wird der Hauptantrag in das Beschwerdeverfahren

zugelassen.

Ausreichende Offenbarung

Das Patent offenbart die Erfindung gemaR Anspruch 1 nicht so
deutlich und wvollstandig, dass ein Fachmann sie ausfiithren

kann (Artikel 83 und 100 b) EPU 1973).

Die Kammer legt den im Patent verwendeten Ausdruck "Lage und
Position" im Sinne von "Orientierung und Position" aus, d.h.

die "Lage" 1ist nur durch rotatorische Freiheitsgrade, und
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die "Position" ist nur durch translatorische Freiheitsgrade
definiert. Diese Auslegung steht im Einklang mit der
schriftlichen Aussage der Patentinhaberin in ihrer
Beschwerdeerwiderung, Punkt Iv.2.1b), sowie mit deren
mindlicher Aussage am Vormittag der miindlichen Verhandlung

vor der Beschwerdekammer.

Gemal dem Verfahrensschritt des Merkmals (1H) des Anspruchs
1 sollen die Lage und die Position des Reflektors im zweiten
Koordinatensystem aus dem gemessenen Horizontal- und
Vertikalwinkel (Hz, V) und der Distanz D von der

Basisstation zum Reflektor bestimmt werden.

Aus der Patentbeschreibung erfadhrt der Fachmann, dass die
Basisstation (0) beispielsweise als Theodolit mit
Entfernungsmesser realisiert ist (Spalte 7, Zeile 3), d.h.
die Basisstation (6) besitzt ein Horizontal- und ein
Vertikalwinkelmesssystem (10, 11) zur Messung der Winkel Hz
und V, sowie einen Distanzmesser zur Messung der Distanz D
(Spalte 7, Zeilen 37 bis 45; Figur 1). Diese Messgerate
befinden sich an der Basisstation (6), welche "ein raumlich
feststehendes, ibergeordnetes zweites Koordinatensystem mit
den Koordinatenachsen X, Y und Z" bildet (Spalte 6, Zeilen 6
bis 12). Anhand dieser Informationen ist es fliir den Fachmann
nachvollziehbar, dass die Messung der Parameter Hz, V und D
die Bestimmung der Position des Reflektors in allen drei

translatorischen Freiheitsgraden ermdglicht.

Die Bestimmung der Lage des Reflektors anhand der drei
Parameter Hz, V und D ist jedoch technisch nicht mdéglich.
Dies wurde von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.
Auch aus der Beschreibung und der Figur des Patents ergeben
sich fiir den Fachmann keine zusdtzlichen Erkenntnisse, wie
die rotatorische Lage des Reflektors ausschlieRlich anhand
der Parameter Hz, V und D zu bestimmen sei. Die Beschreibung

des Patents bestdtigt zwar die Aussage, dass die Lage und
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die Position des Reflektors aus Hz, V und D bestimmt werden
(Spalte 4, Zeilen 15 bis 18; Spalte 8, Zeilen 51 bis 55),

gibt jedoch keine Erklarung, wie dies zu erreichen sei.

Es folgt, dass die in Anspruch 1 definierte Erfindung auch
in Zusammenschau mit der Patentbeschreibung und der Figur 1

fir den Fachmann nicht ausfihrbar ist.

Die Patentinhaberin trug folgende Gegenargumente vor, um zu

belegen, dass die Erfindung ausreichend offenbart sei:

a) Der Fachmann verstehe, dass, trotz des einleitenden
Wortes "aus", die Aufzadhlung der Parameter Hz, V und D
im Merkmal (1H) nicht abschlieBend sei. Weitere
Messungen seien notwendig, insbesondere Messungen anhand
der ersten und zweiten Positionssensoren (5, 9). Da der
Fachmann das Merkmal (1H) Sinn gebend auslege, sei das

Merkmal (1H) fir den Fachmann technisch nicht sinnlos.

Die Kammer kann dieses Argument nicht nachvollziehen.
Der Wortlaut des Merkmals (1H) ist deutlich und 1lasst
keinen anderen Schluss zu, als dass die Lage des
Reflektors aus den Parametern Hz, V und D bestimmt wird.
Die Patentbeschreibung, die das Merkmal (1H)
inhaltsgleich wiedergibt, gibt ebenfalls keinen Anlass,
die technische Aussage des Merkmals (1H) in Zweifel zu
ziehen. Sollte der Fachmann trotz des
Nichtvorhandenseins im Patent eines entsprechenden
Hinweises Bedenken beziiglich der technischen
Nichtausfiihrbarkeit des Merkmals (1H) hegen, wirde er
vergeblich im Patent nach Informationen suchen, wie die

Lage des Reflektors anders zu bestimmen sei.

b) Im welteren Verlauf der Debatte erklarte die
Patentinhaberin, dass der Fachmann den Begriff "Lage und

Position des Reflektors" im Merkmal (1H) als
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Positionskoordinaten des Reflektors verstehe. Im Merkmal
(1J) wiirde der Fachmann den Begriff "Lage und Position
des Reflektors" im Sinne von Orientierung und Position
des Reflektors verstehen. Der Fachmann habe die
Fahigkeit, den Begriff "Lage und Position des
Reflektors" sinnvoll und abhangig vom jeweiligen Kontext
auszulegen. Ein Hinweis, den Begriff "Lage und Position"
nicht wortwdrtlich auszulegen, sondern dem Kontext
anzupassen, befdnde sich im Begriff "Lage und Position
des MeBpunktes", Spalte 4, Zeilen 24 und 25. Da es
unbestritten sei, dass ein Messpunkt keine rotatorischen
Freiheitsgrade habe und daher nicht anhand einer Lage
sondern nur anhand einer Position definierbar sei,
verstinde der Fachmann, dass der Begriff "Lage und

Position” sinnvoll und kontextspezifisch auszulegen sei.

Dieses Argument {iberzeugt die Kammer nicht, weil
identische Begriffe in einer Patentschrift grundsédtzlich
identisch auszulegen sind. Eine kontextspezifische
Auslegung identischer Begriffe im Anspruch ibersteigt
die Fahigkeit des Fachmanns, insbesondere wenn, wie im
vorliegendem Fall, das Patent keine Hinweise oder
Rechtfertigungen offenbart, identische Begriffe
unterschiedlich auszulegen. Das Vorhandensein im Patent
des unstrittig fehlerhaften Begriffs "Lage und Position
des MebBpunktes" ist nicht ohne weitere ausdriickliche
Hinweise dazu geeignet, dem Fachmann zu offenbaren, dass
der Begriff "Lage und Position des Reflektors" ebenfalls
fehlerhaft sei. Dabei blieben in der Debatte die Fragen,
was die Lage des Reflektors bedeute und wie sie zu

bestimmen sei, unbeantwortet.

Die von der Einsprechenden erhobenen Einwdnde gegen das
sich bereits im erteilten Patentanspruch 1 befindliche
Merkmal (1H) stellten Klarheitseinwdnde nach Artikel 84

EPU 1973 dar. Gemah gangiger Rechtsprechung der
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Beschwerdekammern dirften keine Klarheitseinwdnde gegen
erteilte Anspriiche erhoben werden. Bei eventuell
unklaren Ansprichen musste die Erfindung in
Zusammenschau mit der Beschreibung und den Figuren des
Patents sinnvoll gedeutet werden. Anhand der
Patentbeschreibung, [0015] und [0031] bis [0037], und
der Figur 1, verstinde der Fachmann, unabhangig wvon
eventuellen Unklarheiten im Anspruch 1, wie die Lage des
Reflektors zu bestimmen sei, namlich insbesondere durch

Benutzung der Messungen der beiden Positionssensoren.

Wie oben in Punkt 1.4.1 erl&utert, ist der Gegenstand
des Anspruchs 1 nicht unklar definiert, sondern
technisch nicht realisierbar. Auch im Lichte der
Beschreibung und der Figur 1 des Patents ist fiur den
Fachmann nicht ersichtlich, auf welche Art die
rotatorischen Freiheitsgrade des Reflektors, d.h. dessen
Lage, bestimmt werden. Der ©pauschale Hinweis der
Patentinhaberin auf die Beschreibung, [0015] und [0031]
bis [0037], und auf die Figur 1 des Patents genligen dem
Fachmann nicht, die Lage des Reflektors ohne
unzumutbaren Aufwand zu bestimmen. Insbesondere
offenbart das Patent nicht, auf welche Art die Lage des
Reflektors anhand der beiden Positionssensoren bestimmt

werden soll.

Die Kammer kommt =zum Schluss, dass auch 1im Lichte der
Beschreibung und der Figur des Patents die Bestimmung der
Lage des Reflektors gemaB dem Merkmal (1H) des Anspruchs 1
technisch nicht realisierbar ist. Der Versuch, nach
Umdeutung der Begriffe "Lage und Position des Reflektors",
die Erfindung mit Hilfe der Beschreibung und der Figur des
Patents zu realisieren, 1insbesondere die Lage und die
Position des Reflektors anhand aller offenbarten

translatorischen und rotatorischen Messwerte zu bestimmen,
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ist mit einem unzumutbaren Aufwand fir den Fachmann

verbunden.

Daher ist die Erfindung gemaR Anspruch 1 nicht so deutlich
und vollstandig im Patent offenbart, dass ein Fachmann sie

ausfithren kann (Artikel 83 und 100 b) EPU 1973).

Hilfsantrage 1, 2, 4 bis 6, 8 bis 10, 12 bis 14 und 16

Laut der Einsprechenden ist die im Anspruch 1 der
Hilfsantrage 1, 2, 4 bis 6, 8 bis 10, 12 bis 14 und 16
definierte Erfindung aus den gleichen Grinden wie die
Erfindung des Hauptantrags nicht ausfihrbar. Anspruch 1 der
jeweiligen Hilfsantrédge 1, 2, 4 bis 6, 8 bis 10, 12 bis 14
und 16 beinhalte das gleiche Merkmal (1H) wie Anspruch 1 des
Hauptantrags, und die hinzugekommenen Anderungen seien nicht

geeignet, den Einwand der Nichtausfihrbarkeit zu beseitigen.

Die Patentinhaberin enthielt sich eines Kommentars zu dieser

Thematik.

Die Kammer folgt der Meinung der Einsprechenden und kommt
zum Schluss, dass die Erfindung gemdR Anspruch 1 der
jeweiligen Hilfsantrdge 1, 2, 4 bis 6, 8 bis 10, 12 bis 14
und 16 nicht so deutlich und vollstandig im Patent offenbart
ist, dass ein Fachmann sie ausfithren kann (Artikel 83 und

100 b) EPU 1973).

Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht uUber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus
und verletzt damit das Erfordernis des Artikels 123(2) EPU.

Die Griinde sind wie folgt:
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Gemah dem Merkmal (3K) des Anspruchs 1 ist die
Auswerteeinheit konfiguriert, um "die Lage und die Position
des am Messpunkt oder Aufhaltepunkt P positionierten
Reflektorstabes (1) im zwelten Koordinatensystem zZu
bestimmen mittels der Lage und der Position des Reflektors
(3) 1im zweiten Koordinatensystem, wobei die Lage des
Reflektors (3) im zweiten Koordinatensystem bestimmt wird
mittels der Rotationsparameter der rdumlichen Orientierung
des ersten Koordinatensystems gegenlber dem zwelten

Koordinatensystem".

Laut Argumentation der Patentinhaberin wahrend der
mindlichen Verhandlung ist das Merkmal (3K) des vorliegenden
Anspruchs 1 im Merkmal 1J des Anspruchs 1, auf Seite 10,
Zeilen 11 bis 19 und auf Seite 6, Zeilen 7 Dbis 13 der
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen zu finden
(siehe auch Beschwerdeerwiderung, Anhang "Anspriiche

Anderungsversion (Hilfsantrag 3)", FuBnote auf Seite 2).

Die Kammer kann dieser Aussage nicht folgen. Insbesondere
ist das Merkmal "wobei die Lage des Reflektors (3) im
zweliten Koordinatensystem bestimmt wird mittels der
Rotationsparameter der raumlichen Orientierung des ersten
Koordinatensystems gegenitber dem zweiten Koordinatensystem"

in keilner dieser Textstellen zu finden:

- Angebliche Basis im Merkmal 1J:
Gemal Anspruch 1 wie urspringlich eingereicht wumfasst
das Verfahren den Verfahrensschritt "Bestimmung der Lage
und der Position des MeBpunktes oder Aufhaltepunktes P
im zweiten Koordinatensystem mittels der Lage und der
Position des Reflektors (3) und der Rotationsparameter
der raumlichen Orientierung des ersten
Koordinatensystems gegeniiber dem zwelten

Koordinatensystem". Der urspringliche Anspruch 1 gibt
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jedoch keine Auskunft {iber die Art, wie die Lage des

Reflektors (3) ermittelt wird.

- Angebliche Basis auf Seite 10, Zeilen 11 bis 19:
Gemal dieser Textstelle werden "aus der Lage und
Position des Reflektors 3, gemessen im zwelten
Koordinatensystem der Basisstation 6 mittels der
Horizontal- und Vertikalwinkel Hz wund V sowie der
Distanz D, und den Rotationsparametern (...) die
Koordinaten X; Y wund Z des Punktes P im zweiten
Koordinatensystem der Basisstation 6 berechnet". Dies
bedeutet, dass die Rotationsparameter in die Berechnung
der Koordinaten des Punktes P einflieRBen, jedoch nicht,
wie im vorliegendem Merkmal (3K) definiert, dass die
Rotationsparameter zur Bestimmung der Lage des

Reflektors benutzt werden.

- Angebliche Basis auf Seite 6, Zeilen 7 bis 13:
Diese Textstelle offenbart eine Auswerteeinheit zur
Bestimmung der Lage und Position des Reflektorstabes,
sowie dessen Verbindungen mit den verschiedenen
Messmitteln. Die Art der Bestimmung der Lage des

Reflektors wird nicht erwadhnt.

Keine der von der Patentinhaberin angegebenen Textstellen
offenbart die in dem Merkmal (3K) des vorliegenden Anspruchs
1 definierte Art der Bestimmung der Lage des Reflektors. Die
Kammer sieht keine sonstigen Textstellen in der
urspriinglichen Beschreibung oder Hinweise in der Figur, die
eine ausreichende Basis flir das geédnderte Merkmal (3K)

darstellen.

Es folgt, dass das Merkmal (3K) eine Anderung darstellt, die
iber den 1Inhalt der urspringlich eingereichten Anmeldung

hinausgeht.
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4. Hilfsantrdge 7, 11 und 15

Laut der Einsprechenden beinhaltet Anspruch 1 der
Hilfsantrage 7, 11 und 15 dasselbe Merkmal (3K) wie Anspruch
1 des Hilfsantrags 3 und verletzt daher das Erfordernis des

Artikels 123(2) EPU.

Die Patentinhaberin enthielt sich eines Kommentars zu dieser

Thematik.

Die Kammer folgt der Meinung der Einsprechenden und kommt
zum Schluss, dass der Anspruch 1 gemdB den Hilfsantragen 7,
11 und 15 Anderungen beinhaltet, die {iiber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung

hinausgehen (Artikel 123(2) EPU).

5. Aus diesen Griinden kommt die Kammer =zum Schluss, dass das

Patent widerrufen werden muss.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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